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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Wybrane zagadnienia miernictwa

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Selected topics of metrology

Obowigzuje od roku akademickiego

2014/2015

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

Il stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

Ogélno akademicki
(ogdino akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Elektroenergetyka

Jednostka prowadzgca modut

ZEiSP

Koordynator modutu

dr hab. inz. J6zef Kusmierz, prof. PSk

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

przedmiot kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

nieobowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr Il

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Podstawy metrologii, Pomiary elektryczne

wielkosci nieelektrycznych
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 3
Forma wykiad éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajec¢

15

w semestrze

30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem modutu jest zapoznanie studentow z wybranymi zagadnieniami miernictwa

Cel wykorzystujgcymi zjawiska kwantowe, czujnikami pomiarowymi i przyrzgdami pomiarowymi
modutu | wybranych wielkosci fizycznych opartych na zjawiskach kwantowych
(3-4 linijki)
Symbol ) prol\jvoar(;rgnia odniesier)ie do odniesierllie do
efektu Efekty ksztalcenia zajoé _ efektow efektow
A, kierunkowych | obszarowych
(w/é/l/p/inne)
Ma wiedze na temat wybranych zagadnien wil K_W02
miernictwa: wzorcow, czujnikéw i przyrzgdoéw
pomiarowych wybranych wielkosci fizycznych
wykorzystujgcych zjawiska kwantowe, sposobow
W_01 | rejestracji i gromadzenia informacji pomiarowych T2A W01
Ma wiedze dotyczaca realizacji zadah pomiarowych | wil K_W04, T2A W02,
w srodowisku niskotemperaturowym, doboru i K_WO05 T2A W03,
projektowania uktadéw pomiarowych do tych zadan, T2A W04,
T2A W05,
W_02 T2A W07
Ma wiedze na temat badan nieniszczgcych wil K_W03 T2A W02,
materiatow T2A W03,
W_03 T2A W04
Potrafi dobra¢ narzedzia pomiarowe i projektowac I K_u08
tory pomiarowe do zadan miernictwa
U 01 | wykorzystujgcego czujniki wielkosci fizycznych T2A UQ09
Potrafi testowac i wzorcowac specjalistyczne uktady | | K_U09 T2A _UO09,
U_02 | pomiarowe, narzedzia i systemy pomiarowe T2A U10
Potrafi oszacowaé poziom zakiécen w torze I K_U12
pomiarowym i zmniejszy¢ ten poziom do
wymaganych wartosci, wptyw czujnika na obiekt
U 03 |pomiaru. T2A U15
Prawidtowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy I K_KO01 T2A KO1
K 01 |zwigzane z wykonywaniem zawodu T2A K02
K_02
Tresci ksztalcenia:

1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu

Odniesienie do
Nr Tresci ksztalcenia efektow
wyktadu ksztalcenia dla
modutu
1,2 Mechanika kwantowa a metrologia, system miar i wzorce, kwantowy trojkat |W_01,W_02,
metrologiczny W_03, U_03
3 Kwantowy wzorzec napiecia elektrycznego, nadprzewodnictwo, zjawisko wW_02, W_03,
Josephsona, budowa wzorca napiecia w GUM U 03
4 Nadprzewodnikowe uktady cyfrowe W_02, W_03,
U _03
5 Badania nieniszczgce materiatow wW_02, W_03,
U _03
6,7 Pomiary temperatury z wykorzystaniem SQUID_u i inne zastosowania W_02, W_03,
SQUID-6w U _03
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8 Nowe obszary badanh dotyczgce bezstykowych pomiaréow wielkosci W_02, W_03,
fizycznych U_03
2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczenh
QOdniesienie
Nr zajec . . do efektow
éwicz. Tresci ksztatcenia ksztalcenia
dla modutu

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Odniesienie do

erzgj.ec Tresci ksztatcenia kszte:;ilgsiv; dia
modutu
1 Sposoby sprawdzania wzorcow napiecia statego W_02,W_03,
U 02U _03
2 Wzorce rezystancji, metody oceny ich niepewnosci W_02,W_03,
U 02U _03
3, 4,5,6 | Badanie przetwornikow w pomiarach wielkosci: W_02,W_03,
e sitinaprezeh U_02U_03
e temperatury i wilgotnosci
e konduktywnosci
e ci$nien
7,8,9, Projekty cyfrowych systemoéw pomiarowych opracowanych w srodowiskach | W_02,W_03,
10 LabView i LabWindows do pomiaru wybranych wielkosci fizycznych i ich U_02 U_03,
eksperymentalna weryfikacja K 01
11,12 Badania nieniszczgce materiatow W_02,W_03,
U 02 U_03

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadah w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnos$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 |Testl—Iczesc

W_02 Test 2 — | czgse

W_03 Test 3 -1 czes¢

U_01 Laboratorium— Il czesc

U_02 Laboratorium— Il czes¢

U_03 Laboratorium— Il czesc

K_01

Laboratorium— Il czes¢
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 15
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 47
akademickiego (suma)
10 |Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,88
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 5
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 5
15 | Wykonanie sprawozdan 15
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium 3
17 | wykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 |Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 (suma)
21 |Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1,12
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta | 75
23 Punkty ECTS za modut 3
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 45
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 1,80
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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